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Pré-requisitos: N&o tem Co-requisitos: N&o tem
) 1. Testes Mecénicos: Tracdo, Compressao, Flexdo, Estampabilidade,
Ementa: . N .
Tenacidade a Fratura, Fadiga, Creep;
2. Difracdo de Raio X, Fluorescéncia, Cristalografia. Espectometria de Massa;
3. Técnicas de caracterizagao de polimeros em solugdo e no estado sélido:
espectroscopia no infravermelho, uv-visivel e rmn;
4. Testes fisico-quimicos (densidade, solubilidade, combustao) e analises
térmicas;
5. Determinacao de medidas elétricas.
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